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Patenttivaatimukset

1. Menetelma suoritettuna jarjestelmalld, joka kasittaa:

kohdistetaan jokainen useita testipisteistd (38) kohderakennuksen
(32) vastaavaan fyysiseen tilaan;

kdytetdan kohderakennukselle (32) relevanttien viereisten rakennus-
ten (34, 36) aiemmin kerattyja hila-RF-testituloksia vastaavan ennakoivan RF-tu-
loksen laskemiseen jokaiselle useista testipisteista (38);

kdytetdan vastaavaa ennakoivaa RF-tulosta jokaiselle useista testipis-
teistd (38) optimoidun testipolun laskemiseen kohderakennuksen (32) lapi;

mitataan jokaisen useista testipisteista (38) vastaava todellinen RF-sig-
naaliarvo perdkkdin optimoitua testipolkua pitkin;

lasketaan epdonnistuneet useista testipisteista (38), joille vastaava to-
dellinen RF-signaaliarvo on hyvaksyntakynnysarvon alapuolella; ja

kun epdonnistuneiden useiden testipisteiden (38) laskettu lukumaara
ylittda epdaonnistumiskynnysarvon, niin lopetetaan jokaisen useista testipisteista
(38) vastaavan todellisen RF-signaaliarvon mittaukset perdkkdin optimoitua testi-
polkua pitkin.

2. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmg, joka kasittaa edelleen:

identifioidaan kohderakennukselle (32) relevanttien viereisten raken-
nusten (34, 36) aiemmin keratyt hila-RF-testitulokset niiksi, jotka liittyvat useisiin
maantieteellisiin alueisiin jokaisen useista testipisteista (38) vastaavan nakoélinjan
sisalla.

3. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmd, joka késittaa edelleen:

lasketaan vastaava ennakoiva RF-tulos jokaiselle useista testipisteista
(38) vahentamalla kohderakennukselle (32) relevanttien viereisten rakennusten
(34, 36) aiemmin keratyt hila-RF-testitulokset perustuen:

(1) vastaavan useista testipisteista (38) vastaavaan kokoon,

(2) vastaavan useista testipisteista (38) ja viereisten rakennusten (34,
36) aiemmin kerdttyihin RF-hila-testituloksiin liittyvien useiden maantieteellisten
alueiden vdliseen etdisyyteen, ja

(3) sovellettaviin sateilyhaviotekijoihin.

4. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelmd, jossa sovellettavat sa-
teilyhaviotekijat sisaltavat vakiosateilyhdvion ilman lapi.

5. Patenttivaatimuksen 3 mukainen menetelm4, jossa sovellettavat sa-

teilyhaviotekijat sisaltavat vakiosateilyhavion vakiorakennusmateriaalien lapi
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seka kohderakennuksen (32) ja viereisten rakennusten (34, 36) seinien paksuu-
den, joissa useat maantieteelliset alueet sijaitsevat.

6. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelms, joka kdsittaa edelleen:

identifioidaan kohderakennukselle (32) relevanttien viereisten raken-
nusten (34, 36) aiemmin keratyt RF-hila-testitulokset niiksi, jotka liittyvat useisiin
maantieteellisiin alueisiin viereisissa rakennuksissa (34, 36), jotka ovat lahimpana
kohderakennusta (32).

7. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmd, joka kasittaa edelleen:

nimetdan alkusijainniksi optimoitua testipolkua varten erds ensimmai-
nen useista testipisteista (38), jolle vastaava ennakoiva RF-tulos on alhaisin verrat-
tuna vastaavaan ennakoivaan RF-tulokseen jokaiselle useista testipisteista (38); ja

nimetdan iteratiivisesti seuraavat sijainnit optimoidulla testipolulla al-
kusijaintia kauempana:

(1) yhdeksi useista testipisteistd (38) nykyisen sijainnin vieressa, kun
vastaava ennakoiva RF-tulos yhdelle useista testipisteista (38) nykyisen sijainnin
vieressa on hyvaksyntakynnysarvon alapuolella, ja

(2) niiksi useista testipisteista (38), jotka ovat lyhyimmalla polulla yh-
teen useista testipisteistd (38), joille vastaava ennakoiva RF-tulos on toiseksi alhai-
sin verrattuna vastaavaan ennakoivaan RF-tulokseen sille useista testipisteista
(38), joka liittyy nykyiseen sijaintiin, kun vastaava ennakoiva RF-tulos kaikille
useista testipisteistd (38) nykyisen sijainnin vieressa ei onnistu olemaan hyvak-
syntakynnysarvon alapuolella.

8. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelms, joka kasittaa:

nimetdan alkusijainniksi optimoidulle testipolulle erds ensimmdinen
useista testipisteistd (38), jolle vastaava ennakoiva RF-tulos on alhaisin verrattuna
vastaavaan ennakoivaan RF-tulokseen jokaiselle useista testipisteista (38); ja

nimetdan iteratiivisesti seuraavat sijainnit optimoidulla testipolulla al-
kusijaintia kauempana:

(1) yhdeksi useista testipisteistd (38) nykyisen sijainnin vieressa, kun
vastaava ennakoiva RF-tulos sille useista testipisteistd (38), joka on nykyisen si-
jainnin vieressd, on hyvdksyntakynnysarvon alapuolella,

(2) niiksi useista testipisteista (38), jotka ovat lyhyimmalla polulla yh-
teen useista testipisteista (38) kerroksessa, jossa nykyinen sijainti sijaitsee, ja joille
vastaava ennakoiva RF-tulos on toiseksi alhaisin verrattuna vastaavaan enna-
koivaan RF-tulokseen sille useista testipisteista (38), joka liittyy nykyiseen sijain-

tiin, kun vastaava ennakoiva RF-tulos kaikille useista testipisteista (38), jotka ovat
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nykyisen sijainnin vieressd, ei onnistu olemaan hyvaksyntakynnysarvon alapuo-
lella, ja kerros, jossa nykyinen sijainti sijaitsee, sisaltaa valitsemattomia useista tes-
tipisteista (38), joille vastaava ennakoiva RF-tulos on hyvaksyntiakynnysarvon ala-
puolella, ja

(3) niiksi useista testipisteistd (38) lyhyimmalla polulla yhteen useista
testipisteista (38) sen kerroksen ulkopuolella, jossa nykyinen sijainti sijaitsee, ja
jolle vastaava ennakoiva RF-tulos on toiseksi alhaisin verrattuna vastaavaan enna-
koivaa RF-tulokseen valitsemattomille useista testipisteistd (38), joille vastaava
ennakoiva RF-tulos on hyvaksyntakynnysarvon alapuolella, kun vastaava enna-
koiva RF-tulos kaikille useista testipisteista (38), jotka ovat nykyisen sijainnin vie-
ressa, ei onnistu olemaan hyvaksyntakynnysarvon alapuolella, ja kerros, jossa ny-
kyinen sijainti sijaitsee, ei onnistu sisdltdmadn valitsemattomia useista testipis-
teista (38), joille vastaava ennakoiva RF-tulos on hyvaksyntiakynnysarvon alapuo-
lella.

9. Patenttivaatimuksen 1 mukainen menetelmd, jossa optimoitu testi-
polku sisdltaa 1-MPTp useista testipisteista (38), joille vastaava ennakoiva RF-tu-
los on hyvaksyntdkynnysarvon alapuolella, jossa MPTp on minimihyvaksyntakyn-
nysprosenttiosuus.

10. Jarjestelma (20), joka kasittda:

ohjelmoitavan prosessorin (28);

lahetinvastaanotinlaitteen (30);

tietokantalaitteen (24), joka tallentaa aiemmin kerdttyja viereisten ra-
kennusten (34, 36) RF-hila-testituloksia; ja

signaalinmittauslaitteen (26),

jossa ohjelmoitava prosessori (28):

kohdistaa jokaisen useita testipisteistd (38) kohderakennuksen (32)
vastaavaan fyysiseen tilaan,

noutaa tietokantalaitteesta kohderakennukselle (32) relevanttien vie-
reisten rakennusten (34, 36) aiemmin keratyt RF-hila-testitulokset,

kdyttad kohderakennukselle (32) relevanttien viereisten rakennusten
(34, 36) aiemmin kerattyja hila-RF-testituloksia vastaavan ennakoivan RF-tulok-
sen laskemiseen jokaiselle useista testipisteista (38),

kdyttaa vastaavaa ennakoivaa RF-tulosta jokaiselle useista testipis-
teistd (38) optimoidun testipolun laskemiseen kohderakennuksen (32) lapi, ja

lahettdd optimoidun testipolun signaalinmittauslaitteeseen, ja jossa sig-

naalinmittauslaite (26):
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mittaa jokaisen useista testipisteistd (38) vastaavan todellisen RF-sig-
naaliarvon perakkdin optimoitua testipolkua pitkin,

laskee epdonnistuneet useista testipisteista (38), joille vastaava todelli-
nen RF-signaaliarvo on hyvaksyntakynnysarvon alapuolella, ja

kun epdonnistuneiden useiden testipisteiden (38) laskettu lukumaara
ylittda epdonnistumiskynnysarvon, lopettaa jokaisen useista testipisteista vastaa-
van todellisen RF-signaaliarvon mittaukset perakkdin optimoitua testipolkua pit-
kin.

11. Patenttivaatimuksen 10 mukainen jarjestelma (20), jossa ohjelmoi-
tava prosessori (28) identifioi kohderakennukselle (32) relevanttien viereisten ra-
kennusten (34, 36) aiemmin keratyt RF-hila-testitulokset niiksi, jotka liittyvat usei-
siin maantieteellisiin alueisiin jokaisen useista testipisteista (38) vastaavan nako-
linjan sisalla.

12. Patenttivaatimuksen 10 mukainen jarjestelma (20), jossa ohjelmoi-
tava prosessori (28) laskee vastaavan ennakoivan RF-tuloksen jokaiselle useista
testipisteista (38) vahentdamalla kohderakennukselle (32) relevanttien viereisten
rakennusten (34, 36) aiemmin kerdtyt RF-hila-testitulokset perustuen:

(1) vastaavan useista testipisteista (38) vastaavaan kokoon,

(2) vastaavan useista testipisteista (38) ja viereisten rakennusten (34,
36) aiemmin kerdttyihin RF-hila-testituloksiin liittyvien useiden maantieteellisten
alueiden vdliseen etdisyyteen, ja

(3) sovellettaviin sdteilyhaviotekijoihin, ja jossa sovellettavat sateilyha-
viotekijat sisaltavat vakiosateilyhdvion ilman lapi ja vakiorakennusmateriaalien
lapi sekd kohderakennuksen (32) ja viereisten rakennusten (34, 36) seinien pak-
suuden, joissa useat maantieteelliset alueet sijaitsevat.

13. Patenttivaatimuksen 10 mukainen jarjestelma (20), jossa ohjelmoi-
tava prosessori (28) identifioi kohderakennukselle (32) relevanttien viereisten ra-
kennusten (34, 36) aiemmin keratyt RF-hila-testitulokset niiksi, jotka liittyvat usei-
siin maantieteellisiin alueisiin viereisissa rakennuksissa (34, 36), jotka ovat lahim-
pand kohderakennusta (32).

14. Patenttivaatimuksen 10 mukainen jarjestelma (20), jossa ohjelmoi-
tava prosessori (28) nimedd alkusijainniksi optimoitua testipolkua varten ensim-
maisen useista testipisteista (38), jolle vastaava ennakoiva RF-tulos on alhaisin
verrattuna vastaavaan ennakoivaan RF-tulokseen jokaiselle useista testipisteista
(38), ja jossa ohjelmoitava prosessori (28) nimeda iteratiivisesti seuraavat sijainnit

optimoidulla testipolulla alkusijaintia kauempana:
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(1) yhdeksi useista testipisteistd (38) nykyisen sijainnin vieressa, kun
vastaava ennakoiva RF-tulos yhdelle useista testipisteista (38) nykyisen sijainnin
vieressa on hyvaksyntakynnysarvon alapuolella, ja

(2) niiksi useista testipisteista (38), jotka ovat lyhyimmalla polulla yh-
teen useista testipisteistd (38), joille vastaava ennakoiva RF-tulos on toiseksi alhai-
sin verrattuna vastaavaan ennakoivaan RF-tulokseen sille useista testipisteista
(38), joka liittyy nykyiseen sijaintiin, kun vastaava ennakoiva RF-tulos kaikille
useista testipisteistd (38) nykyisen sijainnin vieressa ei onnistu olemaan hyvak-
syntakynnysarvon alapuolella.

15. Patenttivaatimuksen 10 mukainen jarjestelma (20), jossa ohjelmoi-
tava prosessori (28) nimead alkusijainniksi optimoidulle testipolulle ensimmadisen
useista testipisteistd (38), jolle vastaava ennakoiva RF-tulos on alhaisin verrattuna
vastaavaan ennakoivaan RF-tulokseen jokaiselle useista testipisteista (38), ja jossa
ohjelmoitava prosessori (28) nimedd iteratiivisesti seuraavat sijainnit opti-
moidulla testipolulla alkusijaintia kauempana:

(1) yhdeksi useista testipisteistd (38) nykyisen sijainnin vieressa, kun
vastaava ennakoiva RF-tulos sille useista testipisteistd (38), joka on nykyisen si-
jainnin vieressd, on hyvdksyntakynnysarvon alapuolella,

(2) niiksi useista testipisteista (38), jotka ovat lyhyimmalla polulla yh-
teen useista testipisteista (38) kerroksessa, jossa nykyinen sijainti sijaitsee, ja joille
vastaava ennakoiva RF-tulos on toiseksi alhaisin verrattuna vastaavaan enna-
koivaan RF-tulokseen sille useista testipisteista (38), joka liittyy nykyiseen sijain-
tiin, kun vastaava ennakoiva RF-tulos kaikille useista testipisteista (38), jotka ovat
nykyisen sijainnin vieressd, ei onnistu olemaan hyvaksyntakynnysarvon alapuo-
lella, ja kerros, jossa nykyinen sijainti sijaitsee, sisaltaa valitsemattomia useista tes-
tipisteista (38), joille vastaava ennakoiva RF-tulos on hyvaksyntiakynnysarvon ala-
puolella, ja

(3) niiksi useista testipisteistd (38) lyhyimmalla polulla yhteen useista
testipisteista (38) sen kerroksen ulkopuolella, jossa nykyinen sijainti sijaitsee, ja
jolle vastaava ennakoiva RF-tulos on toiseksi alhaisin verrattuna vastaavaan enna-
koivaa RF-tulokseen valitsemattomille useista testipisteistd (38), joille vastaava
ennakoiva RF-tulos on hyvaksyntakynnysarvon alapuolella, kun vastaava enna-
koiva RF-tulos kaikille useista testipisteista (38), jotka ovat nykyisen sijainnin vie-
ressd, ei onnistu olemaan hyvaksyntiakynnysarvon alapuolella, ja kerros, jossa ny-

kyinen sijainti sijaitsee, el onnistu sisdltdmdan valitsemattomia useista



testipisteista (38), joille vastaava ennakoiva RF-tulos on hyvaksyntdkynnysarvon

alapuolella.
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